NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE (1)
TEMAS SELECTOS DE CIENCIAS

(Tecnologias de fabricacion de dispositivos microelectrénicos)

CICLO (2) CLAVE DE LA ASIGNATURA (3)
OPTATIVA Segln area de especializacion

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Este curso tedrico-practico proporcionara al estudiante los fundamentos fisicos que
explican las propiedades opticas y eléctricas de los materiales (estructura atémica y
redes cristalinas), el estudio y la aplicacidon de las diferentes técnicas de fabricacion de
micro y nanodispositivos (dispositivos fotonicos, plasmonicos, MEMS, fluidicos y circuitos
integrados). Ademas, de abordar diferentes procesos especializados de caracterizacion.
Al finalizar el curso, el estudiante contara con las herramientas necesarias para integrar
las diferentes etapas en el desarrollo de dispositivos miniaturizados (analisis estructural,
disefio, fabricacion y caracterizacion).

TEMAS Y SUBTEMAS

Moédulo 1. Introduccién a la fisica de estado sélido
1.1 Introduccién
1.2 Estructura atémica y enlace quimico
1.3 Fundamentos de Cristalografia I
1.4 Fundamentos de Cristalografia II
1.5 Propiedades electrénicas de los materiales
1.6 Materiales conductores
1.7 Evaluacion

Modulo 2. Fabricacion de dispositivos
2.1 Tecnologia de Microelectronica y Cuartos Limpios
2.2 Practica: Preparacion de superficies
2.3 Oxidacion térmica
2.4 Practica: Oxidacion térmica
2.5 Depoésito quimico v fisico de materiales
2.6 Practica: Deposito de Peliculas delgadas por Sputtering.
2.7 Practica: Deposito de peliculas delgadas por evaporacion
2.8 Practica: Deposito de peliculas delgadas por ALD (Atomic layer deposition)
2.9 Fotolitografia y disefio de Layout (Integracion de procesos)
2.10 Practica: Fotolitografia y grabado quimico himedo
2.11 Practica: Fabricacion de un espejo
2.12 Practica: Fabricacion de un holograma

Médulo 3. Caracterizacion de dispositivos
31 Practica: Electrdnica basica (Multimetro, osciloscopio, generador de funciones, etc.)
32 Practica: Estacién de pruebas y analizador de semiconductores
33 Practica: Propiedades opticas de los materiales mediante Elipsometria
34 Analisis de superficie quimica en dispositivos semiconductores y
opto electronicos: Fundamentos I
35 Analisis de superficie quimica en dispositivos semiconductores y
opto electronicos: Fundamentos II



36 Difraccion por rayos X
3.7 Dispositivos de almacenamiento de energia: Ensamble de baterias de litio

38 Dispositivos de almacenamiento de energia: Fabricacion
39 Dispositivos de almacenamiento de energia: Evaluacién
3.10 Evaluacion final

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. Frente a docente
e Participar en las actividades de practica y discusiones grupales.
e Entregar reportes de laboratorio a tiempo.
e Presentar una sesion de carteles de 5 minutos.
e Proyecto final (presentacion de 40 minutos y reporte).

2. Fuera de clase. Fuera de la clase se espera que los estudiantes hagan un
seguimiento de las tareas, se preparen antes de cada clase y trabajen en sus

proyectos de tareas.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION

Moddulo 1. Examen 50%
Participacién 20%
Sesion de carteles 30%
Mddulo 2. Reportes de laboratorio: 80%
Participacion: 20%
Mddulo 3. Reportes de laboratorio: 60%
Presentacion final: 40%

Calificacion final: Promedio de los tres mddulos
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PROFESOR(ES)
Dr. Fabian Ambriz-Vargas e-mail; fambriz@cio.mx
Dra. Natiely Hernandez Sebastian e-mail: natiely@cio.mx
Dr. Francisco Morales Morales e-mail.fcomm@cio.mx
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SI LA ASIGNATURA FORMA PARTE DE OTRO PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICAR:

POSGRADO: N/A
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: N/A
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